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Ｌｉ_２Ｆ

ＬｉＯ_２

ＬｉＣＯ_３

ＬｉＰ_２Ｆ_４

ＳＥＩ層 活物質

■大気非暴露ＴＯＦＳＩＭＳの特徴

■負極充放電後のＴＯＦＳＩＭＳ解析

ＴＯＦＳＩＭＳ５
（ＩＯＮ ＴＯＦ）

トランスファーベッセル

・表層数ｎｍにおける
定性分析，状態分析
が可能。
・Ａｒスパッタリングを
併用した深さ方向
分析も可能。

・質量スペクトル解析により
化合物の構造を推定可能。
・フラブメント成分毎のイメー
ジングが可能。
・深さ方向分析，３次元イメー
ジングも取得可能。

主成分のデプスプロファイル（充電状態）

主成分のデプスプロファイル（放電状態）
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主要成分の相対強度比較（全成分に対する対象成分の強度値を比較）

検出された主要フラグメント類

・正イオン成分 ： Ｌｉ，Ｎａ，ＬｉＯＨ，Ｌｉ２Ｆ，ＣＯ３Ｌｉ，Ｋ，Ｎｉ，ＬｉＣｏＦ

・負イオン成分 ： Ｆ，ＬｉＯ２，ＰＯ３，ＬｉＰＦ３，ＬｉＰＯ３，Ｎａ３ＰＯ３Ｈ
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ＮａＬｉＣＯ_３ＬｉＯ_２Ｌｉ_２Ｆ

主要成分のイメージング １００ｕｍ

・ＸＰＳでは検出されなかったＮａ，Ｋ，Ｎｉが検出された。（微量成分も検出可能）

・ＸＰＳでは強度が弱く解析出来なかったＰは、リン酸類，Ｌｉフッ化物等として存在する。

・充電状態の最表面はＬｉＦ，ＬｉＰＦ等のフッ化物が富裕である。

・放電状態の最表面はＬｉＣＯ３，ＬｉＯ２等の炭酸塩，酸化物が富裕である。

ＬｉＰ_２Ｆ_４

大気非暴露下で正極，負極のＳＥＩ層や活物質の構造，
微量成分の挙動を高感度に解析可能。

大気非暴露下で正極，負極のＳＥＩ層や活物質の構造，
微量成分の挙動を高感度に解析可能。

大気非暴露ＴＯＦＳＩＭＳを用いた負極の構造解析
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